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OPONENTSKY POSUDOK

habilitatnej prace RNDr. Stanislava JURECKU, PhD.
,VYSKUM MIVKROSVTRUKTURNYCI;I A OPT/CKY’CH VLASTNOSTI’
POLOVODICOVO-DIELEKTRICKYCH SYSTEMOV NA BAZE S/

vypracoval v Plzni, diia 22. aprila 2016
doc. RNDr. Pavol Sutta, PhD.

PredloZzena habilitatna praca RNDr. Stanislava JURECKU, PhD. pozostava zo 42
stran suvislého Uvodného textu, ktory pojednava o najdélezitej$ich charakteristikach analyzy
Struktury a optickych vlastnosti polovodicovo-dielektrickych systémov, ktoré autor dosiahol
najma v ostatnych 15-tich rokoch svojho pésobenia na Zilinskej univerzite. Tento text je
dopineny o 17 priloh, ktoré tvoria prace prezentované v zahrani¢nych odbornych ¢asopisoch,
na konferenciach a seminaroch. V prvej kapitole Gvodného textu, ktora zaberd zhruba
polovicu textu, sa autor venuje problematike skumania povrchu skenovacimi metédami
a modelovaniu $truktury povrchu materidlov s vyuZitim fraktalovej analyzy. Druha kapitola je
venovana analyze optickych vlastnosti skimanych materidlov a modelovaniu optickych
parametrov, priCom na popis multivrstvovych $truktdr autor pouziva maticovy formalizmus.
Na vyrovnavanie experimentalnych udajov pouziva autor geneticky algoritmus. V prilozenych
publikaciach su tieto metédy podrobnejsie vysvetlené a pouzité pri skimani materialov
najma na baze kremiku, av§ak i na inych materialoch.

Tu by som chcel zdéraznit, Ze $tidium viastnosti rozhrani a povrchov materidlov ma
v sii¢asnosti mimoriadny vyznam z hladiska ich vyuZitia v modernych technolégiach,
napriklad v oblasti vyvoja vysoko citlivych biosenzorov na monitoring molekularnych
interakcii v realnom Case apod. Naproti tomu &tudium optickych viastnosti materialov
nachadza uplatnenie v optoelektronike, fotonike a v technolégii vyroby systémov pre ziskanie
energie zo Sinka. Preto téma prace zodpoveda odboru habilitacie a je aktualne z hladiska
sucasného stavu vedného odboru.

Okrem Uvodného textu, ktory podava struény av$ak vystizny popis problematiky,
ocenujem subor vedeckych publikacii v prilohe. Tieto prace boli publikované vo vyznamnych
periodikach a prezentované na vyznamnych vedeckych podujatiach a vaé§ina z nich bola
citovana. Mnohé z nich boli spracované na pracovnych pobytoch autora na vyznamnych
pracoviskach v zahraniéi, najma v Japonsku.

Didakticke schopnosti uchadzata vyplyvaji z 34 roéného posobenia vo funkcii
pedagéga na vysokych Skolach (Akadémia ozbrojenych sil SR, Institit Aurela Stodolu EF
Zilinskej univerzity). V prilohach je uvedené mnoZstvo pedagogickych aktivit po&inajuc
zoznamom predmetov, ktoré uchadza¢ vyu€oval a vyuéuje, prehlad rieSenych vedecko-
vyskumnych projektov (dovedna 20), v ktorych uchadzaé participoval ako riesitel, alebo ako
Clen riesitelského kolektivu, tvorba a publikacia ucebnych textov a skript, zoznam



vyziadanych prednasok na vyznamnych vedeckych podujatiach, &lenstvo v programovych
a organizacnych vyboroch konferencii (dovedna 18), ¢lenstvo v odbornych spolo¢nostiach,
zostavenie  Studijnych  programov, budovanie laboratorii, vedenie bakalarskych,
magisterskych prac a iné.

Napriek tomu, Ze autor vyvinul nemale Usilie pri napisani habilitaénej prace, mam jednu
pripomienku skér terminologického charakteru. V druhej &asti Uvodného textu sa &asto
pouziva pojem ,pik“, priom by sa mal pouzivat pojem ,spektralna alebo difrakéna linia®.
Treba si uvedomit, Ze spektralna linia je charakterizovana $tyrmi parametrami: polohou,
vyskou, Sirkou v polovi¢nej vySke a integralnou intenzitou (je to plocha pod profilom
spektralnej linie). V tomto zmysle by sa pojem ,pik* mohol pouZit' len pre najvy$si bod profilu
spektralnej linie a teda len vtedy, keby sme hovorili o polohe tohto bodu na osi popisujlcej
napriklad energiu daného procesu. Terminologickl otazku povazujem za vyznamn, najma
na Skolach, kde ué¢ime buducich odbornikov.

Z predloZenej habilitaénej prace, ako aj z prilozenych publikacii a zo zoznamu dalsich
uvedenych aktivit v prilohach vyplyva, Ze RNDr. Stanislav JURECKA, PhD. je pracovnik

s vyraznou pedagogickou a vedeckou erudiciou.

Zaver:

Habilitacna praca ,Vyskum mikrostrukturnych a optickych vlastnosti polovodi¢ovo-
dielektrickych systémov na baze Si* je presved¢ivym dokladom vysokej teoretickej ako aj
experimentainej erudicie RNDr. Stanislava Jurecku, PhD. v oblasti vyskumu polovodi¢ovo-
dielektrickych materialov na baze kremiku.

Konstatujem, Ze predloZzena habilitatna praca vyhovuje odbornym aj formalnym

kritéridm na prace k menovaniu RNDr. Stanislava Jure¢ku, PhD. docentom.
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